
インレンズ形FE-SEM SU9000による
極低加速電圧観察



* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

~ 最新のWEBセミナー・イベントはこちらから ~

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡
SU9000の主な仕様

分解能
二次電子分解能*1

0.4 nm（加速電圧 30 kV）

0.8 nm （照射電圧 1 kV）

STEM分解能*2 0.34 nm

倍率表示

表示方法の切替機能 写真倍率*3 実表示倍率*4

低倍率モード 80～10,000倍 220～25,000倍

高倍率モード 800～3,000,000倍 2,200～8,000,000倍

光学系

電子銃 冷陰極電界放出形電子銃

加速電圧 0.5～30 kV（0.1 kVステップ）

レンズ系 3段電磁レンズ縮小系

対物レンズ絞り 可動絞り（加熱タイプ、真空外より4孔切替及び微調整可能）

電気的視野移動 ±5 µm（Sample Height＝0.0 mm）

ビームブランキング 走査信号同期式ハイスピードブランキングシステム搭載

試料：単層カーボンナノチューブ
加速電圧：30 ｋV 倍率：x 2,000k
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単層カーボンナノチューブの観察・EDXマッピング結果
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